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(54) 디스플레이 장치를 검사하고 시간에 대한 효율성의 손실을자동으로 보상하는 방법 및 장치

(57) 요약

유기 LED 디스플레이는 디스플레이 메트릭스를 가로지르는 방출된 광의 수명 의존적 비균일성을 나타내는 데에 취약하

다. 따라서 초기에 검사된 디스플레이 장치에서 그러한 비균일성을 빠르고 정확하게 보정할 필요가 있다. 방출된 광의 감

소는 지수 법칙을 따르기 때문에, 광 출력의 변동은 경과된 시간 동안의 개별 픽셀에 대한 구동 전류를 누산하여(즉, 숫자

누산을 수행)하여 예측될 수 있다. 그 후, 예측된 변동에 기초하여 구동 전류는 감소를 보상하도록 각 픽셀에 대하여 조절

될 수 있다. 비균일성을 보상하는 다른 가능성은 상이한 단일 픽셀 또는 그들의 그룹에 의하여 방출되는 광을 측정하는 카

메라와 같은 광검출기를 배치함으로써 가능하며, 이 카메라는 그 크기가 X,Y,Z 축을 따르는 광검출기의 적당한 변위에 의

해 점진적으로 커지며, 매 단계에서 비균일성을 보정한다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

다수의 어드레스가능한 이산 픽쳐 엘리멘트(픽셀)을 포함하며, 상기 각각의 픽셀은 구동 전류에 의하여 구동되면서 상기

구동 전류의 함수인 광출력을 가지는, 유기광 방출 디스플레이 장치에 의하여 출력된 광의 비균일성을 보정하는 방법에 있

어서,

a) 상기 각각의 픽셀에 대하여 경과된 시간동안 상기 각각의 픽셀에 대한 구동 전류를 누산함으로써, 상기 다수의 픽셀 각

각에 대한 광 출력의 변동을 예측하는 단계; 및

b) 상기 예측된 광 출력의 변동에 기초하여 상기 구동 전류의 대응하는 변동을 계산하고 상기 구동 전류의 변동을 상기 각

각의 픽셀에 적용함으로써, 상기 다수의 픽셀 각각의 상기 광 출력의 상기 변동을 보상하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 픽셀 각각의 광 출력의 상기 변동을 보상하는 단계는:
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a) 상기 각각의 픽셀에 대한 제 1 구동 전류 및 대응하는 제 1 광 효율성을 제 1 시간에 측정하는 단계;

b) 상기 각각의 픽셀에 대한 제 2 광 효율성을 제 2 시간에 상기 제 1 시간과 상기 제 2 시간의 사이에서 상기 각각의 픽셀

에 인가된 구동 전류의 함수로서 계산하는 단계; 및

c) 상기 제 1 및 제 2 광 효율성의 비에 비례하는 인자만큼 상기 각각의 픽셀에 대한 상기 제 1 구동 전류를 변경하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 픽셀 각각의 광 출력의 상기 변동을 보상하는 단계는:

a) 상기 각각의 픽셀에 대한 초기 구동 전류(I0) 및 감소 인자(τ0)를 결정하는 단계;

b) 제 1 시간(tn-1)에 상기 각각의 픽셀에 대한 제 1 구동 전류(IN-1)를 결정하는 단계; 및

c) IN = IN-1exp[IN-1ΔtN-1/IOτ0] 계산식에서 ΔtN-1은 상기 각각의 픽셀이 구동 전류(IN-1)에 의하여 구동되는 시간을 나

타내는 상기 계산식에 따라 제 2 시간(tN)에 구동 전류(IN)를 인가함으로써, 상기 다수의 픽셀 각각에 대한 광 출력의 상기

변동을 보상하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

광 출력의 상기 변동을 예측하는 단계는 균일한 장치 광 출력의 초기 상태를 설정하는 단계를 더 포함하며, 상기 다수의 픽

셀 각각은 초기 구동 전류에 의하여 구동되어, 상기 각각의 픽셀이 상기 다수의 픽셀 모두와 실질적으로 동일한 소망의 광

출력을 제공하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 초기 상태를 설정하는 단계는:

a) 상기 소망의 광 출력에 대응하는 구동 전류를 이용하여 상기 다수의 픽셀 각각을 구동하는 단계;

b) 상기 다수의 픽셀을 각각 상기 다수의 픽셀보다 적은 픽셀을 가지는 제 1 다수의 픽셀 어레이로 세분하는 단계;

c) 광검출기를 사용하여 상기 제 1 다수의 픽셀 어레이 각각에서 상기 구동된 픽셀의 광 출력을 관측하고, 상기 각각의 제

1 픽셀 어레이에서 상기 각각의 픽셀에 대한 구동 전류를 조절하여, 상기 제 1 다수의 픽셀 어레이의 각각의 픽셀에 대하여

실질적으로 동일한 광검출기 출력 신호를 생성하는 단계;

d) 상기 다수의 픽셀을 각각 하나 이상의 상기 제 1 픽셀 어레이를 포함하는 제 2 다수의 어레이로 세분하는 단계;
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e) 상기 각각의 제 2 픽셀 어레이가 상기 제 2 다수의 어레이의 제 1 픽셀 어레이 각각에 대하여 실질적으로 동일한 광검출

기 출력 신호를 생성하도록, 광검출기를 사용하여 상기 제 2 어레이 각각의 광 출력을 관측하고, 상기 각각의 제 1 픽셀 어

레이에 대한 구동 전류를 조절하는 단계; 및

f) 상기 픽셀 어레이의 픽셀의 개수가 다수의 픽셀과 동일할 때까지 각각의 픽셀 어레이의 픽셀 개수를 증가시키는 단계

(d) 및 (e)를 적어도 한번 이상 반복하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 다수의 픽셀은 디스플레이 영역을 한정하고, 상기 각각의 픽셀 어레이는 상기 디스플레이의 하위 영역을 한정하는 픽

셀의 하위 어레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 7.

제 4 항에 있어서,

상기 다수의 픽셀은 행 및 열을 포함하는 어레이를 형성하고,

상기 초기 상태를 설정하는 단계는:

a) 동일한 구동 전류를 이용하여 상기 다수의 픽셀 각각을 구동시키는 단계;

b) 상기 픽셀 어레이의 행(row)을 따라 상기 다수의 픽셀을 다수의 인접한 픽셀의 제 1 하위 어레이로 세분하는 단계로서,

상기 하위 어레이는 상기 픽셀 어레이의 행보다 적은 픽셀을 포함하는 단계; 및

c) CCD 검출기를 이용하여 상기 어레이의 각 행을 따라 상기 제 1 다수의 픽셀 하위 어레이 각각에서 상기 구동된 픽셀의

광 출력을 관측하고, 상기 각각의 제 1 다수의 픽셀 하위 어레이에서 상기 각각의 픽셀에 대한 구동 전류를 조절하여, 실질

적으로 동일한 CCD 출력을 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 8.

광검출기를 사용하여 개별적으로 조절가능한 이산 광 방출 장치의 어레이(픽셀)를 포함하는 디스플레이 장치를 검사하는

방법으로서:

a) 제 1 픽셀 개수를 가지는 제 1 레벨 하위 어레이를 형성하는 상기 디스플레이 장치 어레이의 제 1 영역을 상기 광검출기

를 사용하여 관측하며, 상기 제 1 하위 어레이 내의 각각의 상기 픽셀을 소망의 광 출력으로 조절하는 단계;

b) 제 1 레벨의 제 2 하위 어레이를 형성하는 제 2 영역을 광 검출기를 이용하여 관측하고, 상기 제 2 하위 어레이 내의 각

각의 상기 픽셀을 소망의 광 출력으로 조절하는 단계;

c) 모든 디스플레이 픽셀이 소망의 광 출력으로 조절될 때까지 상기 단계 (a) 및 (b)를 반복하는 단계;

d) 제 2 레벨 하위 어레이를 형성하기 위해 다수의 상기 제 1 레벨 하위 어레이를 포함하는 장치 어레이의 또 다른 제 1 영

역을 상기 광검출기를 이용하여 관측하는 단계;

e) 공통 광 출력을 가지도록, 상기 제 2 레벨 하위 어레이에서 상기 제 1 레벨 하위 어레이 각각을 유니트로서 조절하는 단

계;
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f) 또 다른 제 2 레벨 하위 어레이를 형성하기 위해 상기 다수의 제 1 레벨의 하위 어레이를 포함하는 또 다른 제 2 레벨 하

위 어레이를 상기 광 검출기를 사용하여 관측하는 단계;

g) 공통 광 출력을 가지도록, 상기 또 다른 제 2 레벨 하위 어레이의 상기 제 1 레벨 하위 어레이 각각을 유니트로서 조절하

는 단계;

h) 모든 디스플레이의 제 1 레벨 하위 어레이가 공통 출력을 가지도록 조절될 때까지 상기 단계 (e) 내지 (g)를 반복하는

단계; 및

i) 상기 하위 어레이가 디스플레이 어레이를 스팬(span)하는 크기를 가질 때까지 각각의 큰 하위 어레이를 이용하여 상기

단계 (d) 내지 (h)를 반복하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 9.

다수의 어드레스가능한 이산 픽쳐 엘리멘트(픽셀)을 포함하며, 상기 각각의 픽셀은 구동 전류에 의하여 구동되면서 상기

구동 전류의 함수인 광 출력을 가지는, 유기광 방출 디스플레이 장치에 의하여 출력된 광의 비균일성을 보정하는 시스템에

있어서,

a) 경과된 시간동안 상기 각각의 픽셀에 대하여 상기 각각의 픽셀에 대한 구동 전류를 통합하는 누산 수단;

b) 교정된 구동 전류를 계산하는 상기 누산 수단과 연관된 수단; 및

c) 상기 각각의 다수의 픽셀에 상기 교정된 전류를 인가하는 수단을 구비하는 시스템.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 교정된 전류를 계산하는 수단은 제 1 전류값(IN-1)을 포함하는 입력을

수신하는 수단

포함하며, 상기 값은 [IN-1ΔtN-1/I0τ0]을 나타내고 출력 전류값을 생성하며, IN은 교정된 구동 전류값이며, IN = IN-1exp

[IN-1ΔtN-1/I0τ0]인 것을 특징으로 하는 시스템.

명세서

기술분야

본 발명은 전자 디스플레이 장치를 검사 및 보상하는 것에 관한 것이며, 특히 유기광 방출 장치를 포함하는 디스플레이의

디스플레이 출력의 균일성을 자동으로 유지하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경기술

유기광 방출 장치("OLED")는 대략 20년동안 알려져 왔다. 모든 OLED는 동일한 원칙을 따른다. 하나 이상의 반도체 유기

재료는 두 개의 전극 사이에 끼워진다. 전류는 장치에 공급되어 음전하로 대전된 전자를 음극으로부터 유기 재료쪽으로 이

동하도록 한다. 일반적으로 정공(hole)이라 하는 양전하는 양극으로부터 들어온다. 양전하 및 음전하는 중간층(즉, 반도체

유기 재료)에서 만나고, 결합하여 광자를 생성한다. 광자의 파장 및 그에 따른 색은 광자가 생성되는 유기 재료의 전자기

특성에 의존한다.
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OLED 장치로부터 방출되는 광의 색은 유기 재료의 선택에 의하여 제어될 수 있다. 백색광은 청색, 적색 및 녹색광이 동시

에 생성됨으로써 만들어진다. 특히, 특정 구조에 의하여 방출되는 광의 색은 도펀트의 선택에 의하여 또는 유기 재료의 선

택에 의하여 정교하게 제어될 수 있다.

전형적인 OLED에서, 전극중 하나는 투명하고 음극은 낮은 작업 기능을 가진 재료로 구성된다. 정공은 높은 작업 기능을

가진 양극으로부터 유기 재료쪽으로 주사될 수 있다. 일반적으로, 이 장치는 2내지 30볼트의 DC 바이어스로 동작한다. 필

름은 증발작용, 스핀 코팅 또는 다른 적당한 폴리머 필름형성 기술 또는 화학적 셀프-어셈블리에 의하여 형성될 수 있다.

두께는 일반적으로 약간의 모노층으로부터 대략 1내지 2,000옹스트롬의 범위를 갖는다.

OLED는 일반적으로 전류 모드에서 동작할 때 최상으로 동작한다. 광출력은 훨씬 안정적이며 장치의 그레이 스케일(gray

scale)은 일정한 전압 드라이브보다 일정한 전류 드라이브에 대하여 제어하기가 더 쉽다. 이는 일반적으로 전압 모드에서

동작하는 다른 많은 디스플레이 기술과는 반대이다. 따라서, OLED 기술을 사용하는 액티브 메트릭스 디스플레이는 전류

동작 모드를 제공하기 위하여 특정한 픽쳐 엘리멘트(픽셀) 구조를 요구한다.

상업적으로 유용한 OLED는 전형적인 실내 환경에서 관찰하는 동안 충분한 광도를 가진 광출력을 제공할 뿐 아니라 전체

관찰영역을 가로질러 균일하게 존재하는 디스플레이를 제공한다. 이것이 의미하는 것은 디스플레이를 구성하는 각각의

OLED 픽셀이 구동되어 주어진 입력 신호에 대하여 동일한 발광 출력을 모두 생성하도록 한다는 것이다. 디스플레이의 변

동의 가시성은 원본 이미지에 디스플레이된 공간 주파수를 따르며, 변동시의 공간 주파수를 따른다. 예를 들어, 상대적으

로 큰 에러는 높은 공간 주파수를 가지는 이미지에서 허용될 수 있다. 게다가, 전체 디스플레이를 가로질러 점진적으로 발

생하는 변동과 같은 낮은 공간 주파수를 보이는 상대적으로 큰 에러가 허용될 수도 있다. 이런 타입의 2%의 에러는 일반적

인 관찰자에게는 미세하다. 그러나 픽셀-픽셀 에러는 1%이하로 바람직하게 유지된다. 그러므로 대부분의 응용에서 약

0.8%이하로 개별 픽셀의 출력의 그레이 스케일 변동을 제어하는 것이 바람직하다. "픽쳐 엘리멘트" 및 "픽셀" 용어는 단일

광방출 포인트 및 가까이 위치한 광 방출 포인트 그룹을 나타낸다.

픽셀화된 디스플레이 장치의 비균일성은 픽셀에서 동일한 구동 전류에 대하여 약간 다른 광출력을 초래하는 제작시의 비

균일성 및 픽셀의 노화에 따른 비균일성에 기인할 수 있다. 제 1 타입의 비균일성은 메모리에 저장된 제 1 보정 계수의 적

용에 따라 교정될 수 있고 픽셀을 구동하기 전에 각각의 픽셀의 구동 신호에 적용된다. 그러나 제 2 타입은 픽셀의 출력 비

균일성에서의 변화를 결정하기 위하여 그 수명 동안 디스플레이 장치의 계속적인 재검사를 요구한다. 이과 같은 프로세스

는 고비용일 뿐 아니라 종종 비실용적이다.

OLED 기반의 디스플레이는 특히 시간 의존적인 균일성 변화를 나타내는데 특히 취약하다. 예를 들어, 2.5mA/cm2의 균일

전류 밀도에서 동작하며 약 100시간의 초기 "버닝하는(burn in)" 시간 후에 동작하는 디스플레이에서, OLED의 광출력은

3000시간의 동작후에 150cd/m2에서 110cd/m2으로 감소하며, 3.1내지 4.1볼트로 동작 전압이 증가한다. 픽셀의 광 효율

성은 생성된 총 광량에 따라 변하기 때문에 디스플레이의 근접 픽셀은 상이하게 노화될 것이다. 그러므로 초기에 검사된

균일한 디스플레이는 시간에 따라 비균일성을 나타낼 수 있으며, 이는 각 픽셀의 드라이빙 히스토리를 따른다. 이러한 비

균일성은 균일한 디스플레이를 유지하기 위하여 주기적인 광검사를 필요로 한다. 다른 타입의 방출 디스플레이 및 투과 디

스플레이가 픽셀의 활성시에 긴 구간의 차이로 인하여 비균일성을 나타낼 수도 있다. 만일 예를들어 컴퓨터 모니터가 예컨

대 여러 달 동안 밤새도록 긴 시간동안 사용되지 않았을 때 초기 입력 스크린상의 이미지가 디스플레이된다면, 그 이미지

는 모든 이미지 픽셀이 균일값을 가져야 하는 곳으로 유도될 때조차도 디스플레이 장치에서 유지될 수 있다. 이런 타입의

지속적인 이미지는 음극선관, 필드방출 디스플레이, 전자발광 디스플레이 및 액정 디스플레이에서 발생할 수 있다.

추가적으로 디스플레이가 균일한지를 결정하는 것은 최상의 상태에서 관찰자가 단지 0.8%이상의 광도 변동을 검출할 수

있기 때문에 언제나 손쉽게 제안되는 것은 아니다. 그러므로 그 수명 동안 초기 검사된 디스플레이의 비균일성을 고속이면

서 정확하게 보정하는 방법 외에 수행이 용이한 방식으로 시각 관찰에 의하여 제공된 정확도보다 더 나은 정확도로 이와

같은 균일성을 측정하는 방법이 필요하다.

발명의 상세한 설명

본 발명은 각 픽셀에 인가된 실제 총 구동 전류에 기초하여 초기의 측정된 레벨로부터 시작된 각 픽셀의 광출력 효율성의

저하를 계산 및 예측하고 각 픽셀에 대하여 다음 구동 전류에 인가된 교정 계수를 산출하는 방법 및 해당 시스템에서 구현

된다.
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본 발명의 일 실시예에서, 이전 시간과 동일한 출력을 생성하기 위하여 현재의 시간에서 요구되는 전류를 예측하는 계산은

다음 방정식에 기초하여 계산된다.

IN = IN-1exp[IN-1ΔtN-1/IOτ0]

이 예에서, IO는 초기 상태이며, τO은 해당 지연 시간이며, 초기 "버닝하는" 간격동안 측정될 수 있다. IO의 값은 바람직하게

디스플레이 패널의 개별 픽셀에 대하여 실질적으로 동일하고 전체 패널을 통하여 실질적으로 동일한 OLED 패널의 광출력

을 나타내는 출력 신호를 제공하기 위하여 버닝하는 간격 후에 그리고 CCD 카메라를 사용하여 OLED 패널의 광출력의 계

산이후에 결정된다.

본 발명의 다른 실시예에서, 이미지 픽셀의 순간 전류-전압 특성을 기초하여 계산이 이루어진다. 소정의 전류를 생성하기

위하여 요구되는 픽셀을 관통하는 전압차가 측정되고 저장된 값의 표를 인덱싱하기 위하여 사용되며, 저장된 값들은 디스

플레이된 픽셀의 목표 밝기를 제공하는 현재의 레벨을 나타낸다.

본 발명은 또한 다수의 어드레스가능한 이산 픽쳐 엘리멘트(픽셀)을 포함하는 전자 디스플레이 장치의 광출력의 비균일성

을 보정하는 시스템을 제공하며, 각각의 픽셀은 구동 전류에 의하여 구동되고, 각각의 픽셀은 구동 전류의 함수인 광출력

을 가진다. 이 시스템은 다음을 포함한다:

a) 경과된 시간동안 각 픽셀을 위하여 구동 전류를 통합하는 누산기

b) 교정된 구동 전류를 계산하기 위하여 통합된 전류값에 응답하는 회로

c) 다수의 픽셀 각각에 교정된 전류를 인가하는 교정 장치

본 발명은 또한 단일 방사 센싱 장치일 수도 있는 방사 센서를 사용하거나 방사 센싱 장치의 어레이를 포함하는 카메라를

사용하여 개별적으로 조절가능한 이산 픽쳐 엘리멘트(픽셀)의 어레이를 포함하는 디스플레이 장치를 계산하는 방법을 제

공하며, 이 방법은 다음을 포함한다:

a) 제 1 픽셀 수를 포함하는 제 1 레벨 하위 어레이를 형성하며 소망의 광 출력으로 제 1 하위 어레이 내의 각각의 픽셀을

조절하는 제 1 영역의 디스플레이 장치 어레이를 방사 센서를 이용하여 관찰하는 단계;

b) 제 1 레벨의 제 2 하위 어레이를 형성하며 소망의 광 출력으로 제 2 하위 어레이 내의 각각의 픽셀을 조절하는 제 2 영

역을 방사 센서를 이용하여 관찰하는 단계;

c) 모든 디스플레이 픽셀이 소망의 출력으로 조절될 때까지 단계 (a) 및 (b)를 반복하는 단계;

본 발명의 일 양태에 따르면, 이 방법은 다음 단계를 더 포함한다:

d) 제 2 레벨 하위 어레이를 형성하기 위하여 다수의 제 1 레벨 하위 어레이를 포함하는 다른 제 1 영역의 장치 어레이를

방사 센서를 이용하여 관찰하는 단계;

e) 소망의 출력으로 제 2 레벨의 하위 어레이에서 각각의 제 1 레벨의 하위 어레이를 유니트로서 조절하는 단계;

f) 다른 제 2 레벨 하위 어레이를 형성하기 위하여 다수의 제 1 레벨 하위 어레이를 포함하는 다른 제 2 레벨 하위 어레이를

방사 센서를 이용하여 관찰하는 단계;

g) 소망의 출력으로 다른 제 2 레벨 하위 어레이에서 각각의 제 1 레벨 하위 어레이를 유니트로서 조절하는 단계;

h) 모든 디스플레이의 제 1 레벨 하위 어레이가 소망의 출력으로 조절될 때까지 단계 (e) 내지 (g)를 반복하는 단계;

i) 하위 어레이가 디스플레이 어레이의 크기에 도달할 때까지 연속된 큰 하위 어레이를 이용하여 단계 (e) 내지 (h)를 반복

하는 단계.
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본 발명은 이하에서 도면을 참조로 상세하게 설명될 것이다.

실시예

OLED 장치의 효율성은 심지어 OLED 장치가 일정한 전류 레벨로 구동될 때에도 시간이 지나면 저하된다. 예컨대, 일정한

전류 밀도 레벨인 2.5mA/cm2(밀리암페어 퍼 제곱 센티미터)에서 초기 "버닝하는" 시간인 100시간 후에, OLED 광출력은

약 150cd/m2(칸델라스 퍼 제곱 미터)에서 약 110 cd/m2로 3000 주기의 동작시간에 걸쳐 저하된다. 동시에 동작 전압은

3.1볼트에서 4.1볼트로 증가한다. 그러므로, 심지어 OLED 장치에 실질적으로 일정한 전류를 제공하기 위하여 I-V 쉬프

트를 시간에 걸쳐 보상하는 회로에 의하여 구동될 때에도, 디스플레이는 디스플레이의 각 픽셀이 온도 및 시간량을 따르는

시간에 대하여 비균일성을 보인다.

도 1은 일정한 전류 밀도에 대하여 동작 시간의 함수로서 OLED 출력 강도(곡선Ⅰ로 표시됨)의 전형적인 변화를 나타낸 단

순 그래픽 도면이다. "버닝하는" 시간, 즉 대략 100내지 200시간후에, 이 강도 변화는 지수 감소 곡선(곡선Ⅱ로 표시됨)의

형태를 따른다. 도 1은 또한 일정한 전류 밀도를 생성하는데 요구되는 전압(곡선Ⅲ으로 표시됨)의 증가를 도시한다. 또 다

른 버닝하는 시간 후에, 전압 곡선은 일반적으로 지수 감소에 반비례한다(곡선Ⅳ로 표시됨).

시간 "t"에서 임의의 OLED 픽셀의 광도 "L"은 대략 방정식 (1)에서 설명된 픽셀의 전류(I)에 비례한다.

L(t) = η(t)*I(t) (1)

L은 픽셀의 광도를 나타내며, η은 전류를 변환하는데 있어서의 픽셀 효율성을 나타내며, "I"는 광방출 재료를 관통하는 전

류를 나타낸다. 시간의 함수인 효율성은 지수 감소 곡선에 의하여 근사화될 수 있다. 저하율이 광방출 장치를 관통하는 총

방전수에 비례하도록 설정될 때, 방정식(2)에 도시된 시간의 함수인 전류 및 효율성 사이의 관계식이 획득된다:

η(t) = η0exp[-∫I(t)dt/I0τ0] (2)

η0는 초기 효율성이며, I0는 초기 전류이며, I0τ0는 장치의 감소 특성을 나타낸다. 효율성 감소는 정확히 지수감소적이지는

않다. 특히 I0τ0는 시간의 함수이며, 그 변화율은 첫 번째 수백 동작시간 후에 작아진다. 시간에 대한 OLED 동작을 더 잘

이해하기 위해서는 τ0를 t=100 내지 200시간에 한정하는 것, 즉 초기 "버닝하는" 시간 후로 한정하는 것이 바람직하다.

본 발명의 예시적인 실시형태에서, 디스플레이 장치는 10시간동안 디스플레이 장치의 모든 픽셀에 일정한 전류 밀도를 인

가한 후 모든 픽셀에 대한 전류-시간 곡선의 개별적인 경사도를 결정하기 위하여 90시간동안 장치를 모니터링하여 버닝된

다. 선택적으로, 디스플레이는 다른 수단, 예컨대 소정의 시간동안 증가된 온도에서 제어환경에 디스플레이를 배치시킨 후

전류-시간 곡선의 경사면을 결정하기 위하여 짧은 시간(예컨대, 10시간)동안 디스플레이의 각 픽셀에 소정의 전류 밀도를

인가시킴으로써 버닝될 수 있다.

본 발명의 대체적인 실시형태에서, 도 9를 참조하면, 소망의 전류를 생성하는데 필요한 픽셀을 관통하는 전압의 일시적인

변화는 소망의 밝기 레벨을 생성하는데 필요한 교정을 결정하는데 사용될 수 있다. 이 실시예는 각 픽셀에 대하여 특징적

인 전류-전압 곡선을 사용한다. 이 곡선은 예컨대 버닝하는 시간 동안 장치의 전류-전압 특성을 모니터링하여 결정될 수

있다.

이러한 OLED 디스플레이 장치의 효율성 저하의 모델은 교정 프로세스의 수행을 허용하며, 이에 따라 요청되는 광출력 레

벨을 획득하기 위하여 각 픽셀에 인가된 전류는 요청되는 픽셀 출력 신호뿐 아니라 픽셀의 이전 히스토리의 함수가 된다.

이전 히스토리는 이전 히스토리에 기초하여 각 픽셀의 효율성의 변화를 예측 및 보상하는 데 사용되며, 이는 방정식(3)에

기술된다:

I(t) = I0η0/η(t) (3)

방정식(2)를 방정식(3)으로 교체하면 방정식(4)가 얻어진다.

등록특허 10-0665458

- 8 -



I(t) = I0exp[-∫I(t)dt/I0τ0] (4)

즉, 임의의 시간 N동안 구동 전류는 방정식(5)에 의하여 바로 이전 시간 N-1동안 결정된 누적된 전류의 함수로서 표현될

수 있다.

IN = IN-1exp[IN-1ΔtN-1/I0τ0] (5)

ΔtN-1는 OLED 픽셀이 전류 IN-1에 의하여 구동되는 동안의 시간이다.

도 2는 상술한 바와 같이 동작하는 전류 교정 시스템을 포함하는 디스플레이 시스템(100)의 블록도이다. 도 2에 도시된 바

와 같이, 시스템(100)은 RAM(랜덤 액세스 메모리; 12,20,15)를 포함한다. 세개의 다른 메모리로서 도시되었지만, 세 개의

메모리는 단일의 물리적 메모리외에 개별적인 물리적 메모리의 섹션일 수 있다. 메모리(12)는 시간 분할(ΔtN) 그레이 스케

일, 바람직하게는 8 또는 10비트 신호를 OLED 디스플레이(10)에 제공한다. OLED 디스플레이는 패턴 RAM(12)에 의하여

제공된 디지털 값을 그 열(column) 드라이버(도시되지 않음)에 로딩하고, 이는 구동 전류가 드스플레이(10)의 어드레싱된

픽셀, 즉 픽셀이 임의의 주어진 프레임 간격에서 턴온되는 하위 프레임에 인가될 때의 시간량을 제어하기 위한 것이다.

보상 RAM(20)은 디지털-아날로그 변환기(DAC;14)를 통하여 OLED 디스플레이에 픽셀을 위한 구동 전류(In)를 제공한

다. 각각의 OLED 디스플레이(10)용 열 드라이브는 예컨대 ΔtN에 비례하는 폭을 가진 펄스를 제공하는 디지털-아날로그

변환기(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 이러한 펄스는 전류값(In)이 픽셀에 인가되는 시간량을 제어한다.

본 발명의 예시적인 실시형태에서, IN값은 디스플레이를 관통하는 균일한 조도를 생성하기 위하여 각 픽셀에 관하여 설정

된다. 그레이 스케일은 각 픽셀이 값 ΔtN을 사용하여 조명되는 시간 량을 제어하여 달성된다.

RAM(12,20)의 출력 신호는 신호(INΔtN)을 생성하기 위하여 디지털 곱셈기(16)의 개별 입력 포트에 인가된다. 이 신호는

디바이더(17)의 일 입력 포트에 인가되고 다른 입력 포트는 RAM(15)으로부터의 값(I0τ0)을 받기 위하여 결합된다. RAM

(15)은 OLED 디스플레이 장치(10)의 각 픽셀을 위한 값(I0τ0;바람직하게 8내지 10비트)을 홀딩한다. 이 값은 소망의 밝기

레벨을 얻기 위하여 번인 간격의 끝에서 픽셀에 인가된 전류를 나타낸다. 디바이더(17)는 출력 신호(INΔTN/I0τ0)를 얻기

위하여 값(I0τ0)만큼 신호(INΔTN)를 나눈다.

블록 18은 교정 프로세스, 즉, 값 exp[(INΔTN/I0τ0)]를 계산하는 지수 계산기의 다른 단계를 나타낸다. 여기에는 상술한

계산을 수행하는 여러 방법이 존재한다. 예컨대, 시스템은 컴퓨터를 사용하여 블록 16,17,18의 계산을 수행할 수 있거나,

특정한 목적의 디지털 하드웨어 또는 아날로그 하드웨어를 사용할 수도 있다. 본 발명의 예시적인 실시형태는 지수 연산을

수행하기 위하여 도 3의 아날로그 회로를 사용한다. 이 회로에서, 신호(INΔTN/I0τ0)가 가장 먼저 상수 값 소스(예컨대, 레

지스터;33)에 의하여 제공된 상수 q/kT만큼 디바이더(31)에서 분할되고, q는 전자 방전(쿨롱)이며, k는 볼쯔만 상수이며,

T는 온도(켈빈)이다.

디바이더(31)에 의하여 제공된 출력 신호는 가변 전압 소스(37)을 도출하기 위하여 결합된 디지털-아날로그 변환기(35)에

인가된다. 전압 소스(37)는 트랜지스터(39)의 에미터 및 베이스 전극에 결합된다. 트랜지스터(39)의 베이스 전극은 또한

소정의 베이스 전류(ib)를 받기 위하여 전류 소스(41)에 결합된다. 에미터 전극은 상대적으로 포지티브한 동작 전력(예컨

대, 접지)의 소스에 결합된다. 이러한 구성에서, 트랜지스터(39)의 콜렉터에서 제공된 출력 신호(ic)는 exp[INΔTN/I0τ0]

에 비례한다. 비례상수는 ib값이다. 본 발명의 예시적인 실시형태에서, ib는 신호(INΔTN/I0τ0)가 가질 수 있는 가능한 범위

에 대하여 양호한 지수 곡선을 생성하도록 트랜지스터(39)를 바이어스하기 위하여 선택된다.

트랜지스터(39)에 의하여 제공된 출력 신호(ic)는 상대적으로 네거티브한 동작 전위(예컨대, V-)의 소스 및 트랜지스터

(39)의 컬렉터 사이에 결합된 전류-전압 변환기(43)(예컨대, 저항)을 사용하여 전압으로 변환된다. 변환기(43)에 의하여

제공된 전압 출력 신호는 exp[INΔTN/I0τ0]에 비례하는 디지털 출력 신호를 생성하기 위하여 아날로그-디지털 변환기
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(47)에 인가된다. 이러한 신호는 도 1에 도시된 바와 같이 곱셈기(19)의 일 입력 포트에 인가된다. 곱셈기의 다른 입력 포

트는 보상 RAM(20)에 의하여 제공된 신호(IN)를 수용하기 위하여 결합된다. 곱셈기(19)의 출력 신호는 방정식(5)에서 설

명된 보상된 전류값(IN+1)인 값 INexp[INΔT N/I0τ0]이다. 이 값은 값 IN을 대체하기 위하여 보상 RAM(20)에 저장된다.

곱셈기(19)에 의하여 제공된 출력값은 OLED의 시간에 대한 효율성의 감소를 보상하는데 사용된 전류의 변화를 나타낸다.

특정 OLED의 실제 효율 특성에 따라, 빠른 손실 또는 보다 점진적인 손실이 이루어져, 전류 조절이 매 프레임마다 또는 매

M개수의 프레임마다 발생할 것이다. 후자의 경우, 하나의 픽셀을 위한 전류 측정은 M 프레임 간격 및 INΔTN/I0τ 0의 값이

이후에 모든 측정값에 대하여 평균될 수 있는 동안 수회 이루어질 것이다. M 프레임이 방정식(6)에 따라 보상 메모리(20)

에 조절된 전류값이 저장된다.

IN+1 = INexp[MINΔtN/I0τ0] (6)

도 2에 도시된 시스템은 도 2 및 3에 도시되지 않은 기능을 포함하는 디스플레이 시스템의 모든 기능을 제어하는 컴퓨터일

수 있는 제어기(22)에 의하여 제어된다.

상술한 바와 같이, 지수 감소는 초기 "버닝하는" 시간이 경과된 후에 최적으로 동작하는 근사화일 뿐이다. 이러한 "버닝하

는" 시간은 IO 및 η0에 대한 초기값을 결정한다. 그러므로 OLED의 광출력에서의 매우 빠른 감소가 계산될 때의 시간을 선

택하고(a), 균일한 초기 출력을 제공하기 위하여 시스템 출력을 계산하는것(b)은 중요하다.

도 9는 도 2에 도시된 교정 시스템 대신 또는 이에 추가하여 사용될 수 있는 교정 시스템의 다른 실시형태이다. 도 9는 또

한 값 VN(IN-1), VN(IN), ηN 및 IN을 홀딩하는 RAM(91)을 포함한다. 메모리(91)는 또한 도 9에 도시되지 않았지만 명료함

을 위하여 패턴 RAM으로서의 값(ΔtN)을 홀딩한다. 전압 센싱 회로(94)는 멀티플렉서/디지털-아날로그 변환기(mux/

DAC;92)에 의하여 결정된 전류(IN)가 픽셀에 인가될 때 각 이미지 픽셀을 관통하는 전압을 측정하기 위하여 디스플레이

장치(93)에 결합된다. 이 전압(VN(IN))은 메모리(91)의 일 섹션에 전압 센싱 회로(94)에 의하여 인가된다. mux/DAC(92)

는 제어기(97)의 제어 하에서 픽셀에 이전 간격(IN-1)으로부터 전류를 제공하여 전압 센싱 회로(94)가 이전 시간 간격에 대

한 전류, 즉 VN(IN-1)에 응답하여 현 시간 간격에서 생성된 전압에 대한 측정값을 결정할 수 있다. 전압 레벨(VN(IN-1))은

현 시간 간격동안 소망의 밝기를 생성하는데 필요한 현재의 레벨을 결정하는데 사용되는 값(ηN)을 계산하는 회로(95)에

인가된다. 회로(95)에 대한 제 2 신호입력는 제어기(97)에 응답하여 메모리(91)에 의하여 생성된 이전 시간간격동안 픽셀

에서의 전압에 대한 값이다(VN-1(IN-1)).

회로(95)에 의하여 생성된 값(ηN)은 전압(VN(IN-1)) 및 (VN-1(IN-1))사이의 차이, 즉 현재의 간격 동안과 동일한 전류에 응

답하는 이전 간격동안에 픽셀을 가로지르는 전압의 차이의 함수이다. 이러한 함수는 100시간의 버닝하는 간격 후에 도 1

에 도시된 곡선 Ⅳ의 역에 비례한다. 이 함수는 지수 감소를 근사화한다. 본 발명의 예시적인 실시형태에서, 회로(95)는 각

픽셀에 대하여 이 함수로 미리 프로그래밍된 특정한 목적의 디지털 처리 회로(예컨대, 판독전용 메모리)이다. 다른 방법으

로, 이 회로가 도 2에 도시된 아날로그 회로일 수도 있고 블록 95에 의하여 수행된 계산이 제어기(97) 또는 다른 범용 프로

세서에 의하여 수행될 수도 있다.

회로(95)에 의하여 제공된 출력값(ηN)은 다음 간격동안 값(ηN-1)으로서 사용하기 위하여 메모리에 공급되고 전류 계산 블

록(96)에 공급된다. 전류 계산 블록은 다음 방정식을 사용하여 현재의 시간동안 디스플레이 장치에 인가되는 전류(IN)을

계산한다.

IN = IN-1ηN-1/ηN

ηN-1 및 IN-1의 값은 메모리(91)로부터 획득된다. 최종 값(IN)은 다음 업데이트 간격동안 값(IN-1)로서 사용되기 위하여 메

모리(91)에 저장된다. 도 9에 도시된 바와 같이, 모든 블록(91,92,94,95,96)은 제어기(97)에 의하여 제어된다. 주어진 픽

셀의 경우, 제어기는 도 9에 도시된 회로로 하여금 다음 단계들을 수행하도록 한다. 1) 픽셀에 전류 IN-1을 공급; 2) 전압
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VN(IN-1)을 측정 및 디지털화하여 계산 블록(95)에 공급; 3) 계산 블록(95)에 메모리로부터 저장된 전압 VN-1(IN-1)을 공

급; 4) ηN을 계산하고 메모리(91) 및 계산 블록(96)에 공급; 5) 메모리(91)로부터 ηN-1을 판독하고 계산 블록(96)에 공급;

6) IN을 계산하고 메모리(91) 및 디스플레이(93)에 공급; 7) VN(IN)을 측정 및 디지털화하여 메모리(91)에 공급.

또한, 상술한 바와 같이, 도 2,3,9에 도시된 회로에 의하여 수행된 지수 교정은 근사화된 교정만을 산출한다. 시간에 대하

여, 개별 픽셀의 감소 특성의 에러가 수렴할 것이다. 따라서, 디스플레이는 균일한 조도를 생성하기 위하여 주기적으로 검

사받을 필요가 있다.

모든 픽셀이 균일한 조도이어야하는 곳으로 유도될 때조차도 디스플레이 장치에서 보여지는 영구 이미지를 보상하기 위하

여 OLED 디스플레이외에 다른 타입의 방출 및 방사 디스플레이를 주기적으로 재검사하는 것은 바람직하다. 상술한 바와

같이, 이는 단일 이미지가 상대적으로 많은 시간 동안, 예컨대 데이터 입력 폼 또는 컴퓨터 시스템이 장시간동안 비활동 상

태일 때 디스플레이된 다른 이미지가 디스플레이될 때 발생한다.

디스플레이 장치가 타일화된 디스플레이일 때, 예를 들어 겸함있는 픽셀을 보정하기 위하여 때때로 타일을 변경시킬 필요

가 있을 것이다. 타일을 변경시킨 후, 균일한 조도를 보장하기 위하여 전체 디스플레이를 재검사하는 것이 바람직하다.

상기와 같은 초기(또는 연속된) 디스플레이 출력 검사를 수행하기 위한 여러 방법들이 공지되어 있다. 인간의 눈은 이미지

또는 디스플레이가 최적 거리에서 보여질 때 0.8%정도의 그레이 스케일 변동을 검출할 수 있다. 그러므로 이음새없이 타

일화된 디스플레이는 각 픽셀이 전체 디스플레이에 걸쳐 출력시의 에러를 1% 또는 그 보다 더 제한하기 위하여 정확한 전

류로 구동되는 것이 요구된다. 이것은 개별 픽셀 밝기의 정확하고 유용한 측정값을 요구한다.

디스플레이 장치의 픽셀의 광출력을 측정하는 예시적인 방법 및 개별 픽셀을 계산하는 방법은 CCD 카메라를 사용하는 것

이다. CCD 카메라는 검사 프로세스를 보조하기 위하여 픽셀 대 픽셀로 정확하게 비교되는 측정가능한 출력을 생성한다.

그러나 CCD 카메라가 픽셀화된 디스플레이를 검사하는 데는 문제가 있다. 이 문제는 개별 디스플레이 픽셀 및 CCD 카메

라 개별 방사 검출기 사이의 규칙적인 어레이의 불필요한 공간으로 인하여 발생한다. 두 개의 이미지가 중첩되었을 때, 검

사 프로세스에서 에러를 유발시키는 빗살무늬 패턴을 생성한다. 이 결과는 디스플레이 픽셀의 개수가 CCD 카메라의 이미

져의 픽셀의 개수와 비교하여 클 때 더욱 바람직하다.

초기 상태를 설정하기 위하여 CCD 카메라를 사용하는 의미있는 검사를 획득하도록 또는 OLED 디스플레이 또는 임의의

다른 픽셀화된 디스플레이를 재검사하도록, 본 발명에 따라 두 개의 방법 중 하나를 사용하는 것이 제안된다. CCD 카메라

또는 단일 검출기(예컨대, 광다이오드)중 하나를 사용하여 방출된 광을 검출한다.

도 4A는 하기의 검사 프로세스를 수행하는데 사용될 수 있는 전형적인 장치의 평면도이며, 도 4B는 측면도이다. 전형적인

장치는 월(wall) 크기의 이음새없는 타일화된 디스플레이이다. 전형적인 장치는 XYZ 천이 단계(102)에서 장착된 카메라

(32)를 포함한다. 그러나 카메라(32)는 단일 광검출기(도시되지 않음)에 의하여 대체될 수 있다. 천이 단계(102)는 카메라

(32)가 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동할 수 있는 수평 트랙(34)을 포함한다. 수평 트랙(36)은 수평 트랙이 위아래로 이동할 수

있는 수직 트랙(38)에 결합된다. 수평 트랙(34) 및 수직 트랙(38)을 포함하는 프레임은 깊이 해석 트랙(36)에 장착되어, 디

스플레이 시스템(100)쪽으로 이동하거나 디스플레이 시스템(100)으로부터 멀어질 수 있다. 해석 단계(102) 및 카메라

(32)의 위치의 모션은 프로세서(30)에 의하여 제어된다. 본 발명의 예시적인 실시형태에서, 프로세서(30)은 또한 CCD 카

메라(30)의 출력 신호를 수신하고 디스플레이 시스템(100)에 픽셀 전류 조절시의 데이터를 제공한다.

기술될 두 개의 계산 방법 중 하나가 피라미드 방법으로 언급될 것이다. 이 방법은 디스플레이의 증가 영역이 단일 픽셀로

서 취급되는 정렬 방법이다. 그러므로 도 5A에 도시된 바와 같이 먼저 CCD 카메라가 만일 CCD 카메라가 사용되는 경우

의 네 개의 픽셀을 포함하거나 광검출기가 사용되는 경우의 단일 픽셀을 포함하는 디스플레이의 작은 영역(42)에서 집중

된다. 이러한 네 개 픽셀의 광 출력은 이후에 목표 픽셀 밝기값(PBV)의 필요한 1% 또는 더 나은 값 내에서 조절된다. 만일

단일 광검출기가 사용된다면, 장치는 광검출기 상으로 하나의 픽셀의 광의 초점을 맞추기 위하여 이러한 초기 단계에 배치

될 것이다.

네 개의 픽셀의 첫 번째 그룹을 이미징한 후에, 카메라는 다음 네 개의 픽셀의 이미지를 캡쳐하기 위하여 이동하고 프로세

스는 반복된다. 일단 모드 디스플레이가 4대4 세그멘트(또는 단일 광검출기가 사용되는 경우 픽셀 대 픽셀)에서 조절되었

다면, 카메라는 줌아웃되어 새로운 영역(48)이 도 5B에 도시된 바와 같이 보여지고 이 시간에 각 영역은 네 개의 슈퍼 픽셀

(46)으로 취급되는 16(4) 픽셀을 포함한다. 각각의 슈퍼 픽셀의 출력은 단일 유닛으로서 취급되고 조절되어 각각의 네 개

의 슈퍼 픽셀은 다른 슈퍼 픽셀(46)의 필요한 조도 변동 내에서 존재하게 된다. 또한 모든 디스플레이는 16(4) 픽셀 그룹핑
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을 사용하여 조절된다. 다음으로 카메라는 다시 줌아웃되고 새로운 영역의 슈퍼 픽셀 그룹(예컨대, 네 개의 16대16(4대4)

슈퍼 픽셀 그룹)의 새로운 큰 영역을 픽업한다. 조절 프로세스는 슈퍼 픽셀의 그룹이 전체 이미지에 대응하여 조절될 때까

지 계속된다. 이 방법은 개별 픽셀 레벨에서 각 픽셀의 광이 카메라(32)의 픽셀 어레이에 의하여 이미지화되기 때문에 빗

살무늬 패턴으로 인한 에러를 피할 수 있다. 카메라가 줌아웃될 때 그리고 디스플레이 픽셀과 카메라 픽셀 사이의 일대일

관계식에 근접할 때, 수행 중인 밝기 조절은 각 픽셀 그룹의 최고 밝은 픽셀을 각각에 대하여 계산하기만 할 뿐이다. 따라

서 이미지상의 빗살 무늬 패턴은 무시된다. 물론, 단일 광검출기가 사용된다면, 임의의 빗살 무늬 패턴이 측정값을 간섭하

지는 않는다.

이러한 계산을 도시한 흐름도가 도 7에 도시되어 있다. 이러한 프로세스는 균일한 조도 레벨이어야 하는 곳에서 전체 디스

플레이 장치를 조명함으로써 시작된다. 다음으로 단계 70에서, 제 1 하위 영역의 디스플레이(10)(도 2에 도시됨)가 이미지

화된다. 단계 71에서, 계산 시스템은 목표 픽셀 밝기값(PBV)에 가능한한 근접하도록 각 픽셀의 밝기를 조절하기 위하여

보상 RAM(20;도 2에 도시됨)의 값을 변경시킨다. 단계 72에서, 이 프로세스는 계산 중인 하위 영역이 디스플레이의 마지

막 하위 영역인지를 결정한다. 만일 그렇지 않다면 다음의 인접 하위 영역의 이미지를 획득하기 위하여 카메라를 이동시키

는 단계 73으로 제어를 넘긴다. 단계 73후에, 단계 70,71,72가 반복된다. 이러한 단계들은 모든 하위 영역이 검사될 때까

지 예컨대 사이드로부터 사이드로 그리고 상부에서 하부로 전체 디스플레이를 스캔한다.

단계 72가 마지막 하위 영역이 처리되었음을 나타낸다면, 카메라는 디스플레이로부터 떨어진 단계 74로 제어를 넘긴다.

단계 75에서, 프로세스는 다음의 하위레벨로부터 하위 영역의 그룹의 이미지를 캡쳐한다. 단계 76에서 프로세스는 현재

이미지화되어 있는 여러 하위 영역의 광 출력을 균일화하기 위하여 전체 하위 영역을 위한 현재값을 변경시킨다. 단계 77

에서, 프로세스는 현재의 하위 영역의 그룹이 전체 이미지를 측정하는지를 결정한다. 만일 그렇지 않다면, 현재 그룹의 하

위 영역이 이미지의 현 레벨에서 하위 영역의 마지막 그룹인지를 결정하는 단계 78로 제어를 넘긴다. 만일 이것이 하위 영

역의 마지막 그룹이 아니라면, 카메라를 다음 그룹의 하위 영역을 캡쳐하기 위한 위치로 이동시키는 단계 79로 제어를 넘

긴다. 단계 79에서, 새롭게 이미지화된 하위 영역을 균일화하기 위하여 단계 75로 제어를 넘긴다.

단계 77에서 마지막 그룹의 하위 영역이 이 레벨에서 처리된다면, 카메라로부터 디스플레이를 떨어뜨리고 다음의 높은 피

라미드 레벨에서의 하위 영역이 캡쳐되어 처리될 수 있도록 제어하는 단계 74로 제어를 넘긴다. 이 프로세스는 이미징된

하위 영역이 전체 디스플레이를 메울 때까지 계속된다. 이것이 발생할 때, 단계 77은 검사 프로세스가 종료되는 단계 80으

로 제어를 넘긴다.

피라미드 검사 방식의 변동은 도 6에 도시된다. 이러한 변동은 단일 광검출기를 사용하여 쉽게 수행될 수 없다. 이 경우, 카

메라는 연속적인 픽셀의 중첩된 하위 어레이를 이미지화하기 위하여 디스플레이의 일 차원을 따라 배치된다. 도 6에 도시

된 예시적인 실시형태에서, 픽셀(52)을 포함하는 제 1 하위 어레이(54)를 검사한 후, CCD 카메라는 동일한 크기의 다음의

인접한 하위 어레이(58)에 측면으로 이동한다. 그러나 이 프로세스에서 마지막 픽셀(56)의 각 하위 영역의 열 또는 행은 다

음 하위 영역의 각각의 제 1 픽셀(56)이 행 또는 열로서 포함된다. 나머지 행 및/또는 열의 각 픽셀의 밝기는 중첩 행 또는

열의 픽셀과 연관된 소망의 제한 내로 조절된다. 프로세스는 디스플레이의 전체 어레이의 하나의 스캔 이후에 정지할 수도

있고 상술한 방법과 마찬가지로 슈퍼 픽셀로서 진보적인 큰 하위 영역을 사용할 수도 있다.

도 8은 이러한 프로세스를 도시한 흐름도이다. 도 7에 도시된 프로세스를 따라, 도 8의 프로세스는 소망의 균일한 픽셀 밝

기값(PBV)을 가지는 이미지를 디스플레이시킴으로써 시작된다. 단계 82에서, 제 1 하위 영역의 이미지는 캡쳐되고 하위

영역의 모든 픽셀의 밝기는 PBV의 밝기값을 가지도록 조절된다. 단계 82이후에, 중첩된 하위 영역의 이미지를 캡쳐하는

단계 83이 실행된다. 이러한 중첩된 하위 영역은 픽셀 위치의 하나 이상의 행 또는 열에 의하여 중첩될 수도 있다. 단계 84

에서, 프로세스는 중첩 영역의 픽셀(들)의 밝기를 매칭시키기 위하여 새롭게 요구되는 영역의 픽셀의 밝기를 조절한다. 단

계 84이후, 단계 85는 영역이 이미지내의 마지막 하위 영역인지를 결정한다. 만일 그렇지 않다면, 다음 하위 영역을 이미

지화하는 위치로 카메라를 이동시키는 단계 86으로 제어를 넘기며, 상술한 바와 같이 단계 83으로 제어를 넘긴다. 단계 85

는 이미지의 마지막 하위 영역이 처리되었는지를 결정하고 프로세스는 단계 87에서 종료된다.

발명자는 도 5A, 5B, 7에 도시된 제 1 프로세스가 디스플레이 장치가 랜덤 밝기 에러를 나타낼 때 양호한 결과를 제공하는

한편, 도 6과 8에 도시된 제 2 프로세스가 디스플레이 장치는 표류하는 밝기 에러를 나타낼 때 양호한 결과를 제공한다고

판단하였다.

이러한 장점은 하드웨어 또는 소프트웨어 또는 그 조합을 사용하여 수행하는 서로 다른 회로를 사용하여 수행될 수 있다.

또한, 본 발명의 범위 내에서 다양한 변형이 가능하다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 현 전류가 전형적인 OLED 재료에 인가될 때 효율성 저하를 나타내는 전압 대 시간 및 광 대 시간의 그래프이다.

도 2는 본 발명을 구현하기 위한 예시적인 시스템의 블록도이다.

도 3은 아날로그 신호 지수화를 수행하는데 유용한 회로의 부분적으로 블록도 형태인 개략도이다.

도 4A는 본 발명을 따르는 검사 시스템의 평면도이다.

도 4B는 도 4A에 도시된 검사 시스템의 측면도이다.

도 5A는 도 4A 및 4B에 도시된 장치를 사용하여 디스플레이 장치의 검사를 수행하는 프로세스 동안 제 2 단계의 관측 및

카메라 중심의 필드를 도시한 이미지 도면이다.

도 5B는 도 4A 및 4B에 도시된 장치를 사용하여 디스플레이 장치의 검사를 수행하는 제 2 프로세스에 따라 관측시의 카

메라 필드의 두 개의 하위 영역을 도시한 이미지 도면이다.

도 6은 도 4A 및 4B에 도시된 장치를 사용하여 디스플레이 장치의 검사를 수행하는 제 2 프로세스에 따라 관측시의 카메

라 필드의 두개 하위 영역을 도시한 이미지 도면이다.

도 7은 도 5A 및 5B에 도시된 검사 프로세스를 기술하는데 유용한 흐름도이다.

도 8은 도 6에 도시된 검사 프로세스를 기술하는데 유용한 흐름도이다.

도 9는 본 발명을 수행하기 위한 대안 시스템의 블록도이다.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4A

도면4B

도면5A
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도면5B

도면6
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도면7
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도면8

도면9
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摘要(译)

补偿OLED显示装置中的各个有机发光二极管（OLED）的发光效率的长
期变化的方法和相关系统基于累积的驱动来计算和预测每个像素的光输
出效率的衰减。电流施加到像素并导出校正系数，该校正系数应用于每
个像素的下一个驱动电流。在本发明的一个示例性实施例中，计算基于
已经通过设备的累积电流。在另一示例性实施例中，计算基于两个时刻
像素上的电压差。在校准显示设备以提供均匀的光输出之后，最好使用
补偿系统。本发明还提供一种用于校准显示装置的方法，该显示装置包
括使用具有辐射传感器阵列的相机的可单独调节的分立发光装置（像
素）阵列。或单个光电探测器。根据该方法，相机捕获基本上相等大小
的第一子区域的相应图像，并调整所述第一子区域内的每个所述像素的
驱动电流，以实现期望的光输出。接下来，相机捕获多个第二子区域的
图像，调整包括多个第一子区域第二级子区域的每个第二子区域，使得
每个第一级子区域提供光输出基本相等。在替换实施例中，每个第一级
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026879679/publication/KR100665458B1?q=KR100665458B1


子区域重叠，并且在将第一子区域调整到期望的亮度级别之后，本发明
调整每个重叠子区域中的像素以具有与重叠像素相同的亮度。


